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１．概要（Summary） 

近年、エネルギー資源の枯渇問題や CO2排出量増加

に伴う地球温暖化の解決に向け、パワーデバイスによる

省エネルギー社会への移行が図られている。従来の Si

や近年主流となってきた SiC などの半導体材料と比較し

て、ダイヤモンドは物質中最高位の物性を有することから

パワーデバイスへの応用が期待されている。デバイスを作

成するに当たって、高品質な基板が必要だが、現状のダ

イヤモンド基板は欠陥が多く、解決すべき課題も多い[1]。

本研究では、X 線回折法を用いてデバイス開発の基礎と

なる種基板の結晶性の評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

[C10] X線回折装置 SmartLab (リガク製) 

 

【実験方法】 

X 線回折装置を用いて p+HPHT ダイヤモンド単結晶

を 2θ-θ法で測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ダイヤモンド構造では、結晶の対称性低下によって禁

制反射が現れる可能性が示唆されている[2]。すなわち、

p+HPHTダイヤモンド単結晶などの高濃度ドーピング結

晶は、ドーピングによる対称性低下が原因となって禁制

反射が現れる可能性が考えられる。しかし、今回多数の

禁制反射の観測を試みた中では、p+HPHT ダイヤモン

ド単結晶に禁制反射は観測されなかった(Fig. 1)。した

がって、測定試料に大きな対称性の低下は起きていない

と考えられる。 
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Fig.1 2θ-θ measurement of p+HPHT (001) 

plane. 


